
GateNET基板は，パルス中性子源を使用した実験において，パルス中性子の発生を知らせるT0信号の制
御と，アナログパルス信号の波高分析機能を有しています。

又，これらの制御をインターネット回線に接続された端末から直接制御可能な様に，インターフェイス制
御を行ないます。この制御を実現するためにKEKの素粒子原子核研究所で開発されたTCP/IP（SiTCP）技
術を導入しています。
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本基板は高エネルギー加速器研究機構（KEK） 殿が開発し，株式会社 Bee Beans 
Technologies（BBT）が公開している技術仕様［KENS-DAQ-011］に基づいて，
株式会社テクノエーピーがBBTから正規のライセンスを受けて製作しています。

高エネルギー加速器研究機構の中性子科学施設（KENS）では，中性子散乱研究のひとつとして物質
の構造解析と，これを実現する為の実験および測定システムを開発しています。

この測定システムを「中性子位置敏感型検出器システム（NEUNETシステム）」と呼んでおり，本
PSD検出器基板は，このNEUNETシステムに使用されています。

コネクタ（TA_ＴＥＳＴ）拡張基板

■基本構成

■基板概要



項目 仕様［型式：KD-4022］

品名 タイミング処理基板

アナログ入力信号
両極性モノポーラパルス

+5.0v～-5.0v （入力インピーダンス：1kΩ）

T0入力信号

TTL／正論理ロジックパルス

入力インピーダンス 10kΩ

パルス幅：＞50ns

立ち上がり時間 ：＞20ns

入出力コネクタ

T0：レモ型

TA_TEST信号コネクタ：HIF3BA-10PA-
2.54DS（MIL規格準拠品）

基板サイズ VME 6U 1幅

電 源 +5V／2A

動作環境 温度：0～50°C ，最大湿度：90％

＊本基板は，タンタルコンデンサ，アルミ電解コンデンサを使 用しておりません。

コネクタ（TA_TEST）拡張基板

T0信号

アナログ入力

Ethernet

TA_TEST入出力

T0Fスタート信号

GATE1入力

（CLK_OUT外部制御用）

GATE2入力

DG_OUT1
（基準信号用）

DG_OUT2

タイミング処理基板［KD-4022］（GateNET）

■基板外観

■基本仕様


